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Nejdulezitéjsim zdrojem chyb (pficinou neurcitosti) kvantitativni rtg difrak&ni
fazové analysy [1, 2] je redind struktura [3]. Ta ovliviuje intenzitu difraktovaného
zareni a tento vliv neni jednoduché (a nékdy dokonce ani mozné) od vlivu, ktery ma
na intenzitu difrakci fazové slozeni, odlisit [4-6]. Redlnou strukturou rozumime velikost
(velikostni distribuci) krystalk(, jejich tvar (tvarovou distribuci), prostorové a smérové
rozlozeni a rozlicné strukturni defekty (odchylky od idedini krystalové struktury).

V predklddané prdci ukazujeme, jak velice mdze ovlivnit intenzity difrakci (a
tedy, jak velké chyby kvantitativni rtg fdzové analysy mize zpUsobit) textura. Na obr.
1-3 uvadime difraktogramy ctyr vzorkU hlinikové slitiny ISO EN 6082: MA1F, MB1F,
MB2F, MC1F a v tab.1 integrdini intenzity jednotlivych difrakci hliniku urcenych
z difraktogramU na obr.1. Z tabulky je patrné, Zze v tomto pripadé nelze vliv textury
ucinné potlacit ani Harrisovou metodou [7,8]. Textura, projevuijici se na
difraktogramech, jak bylo ukdzano, vyrazné ovliviiuje mechanické viastnosti
materidlu [9-11].
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hkl MATF MB1F MB2F MCI1F

111 98 98 0 0 0 0 0 0
200 1000 1098 1000 1000 1000 1000 1000 1000
220 0 1098 2013 3013 5339 6339 2130 3130
311 94 1192 1400 4413 241 6580 600 3730
222 7 1199 0 4413 0 6580 0 3730
400 110 1309 78 4491 79 6659 79 3809
331 0 1309 34 4525 11 6670 6 3815
420 0 1309 61 4586 125 6795 63 3878

Tab. 1. Integrdini intensity jednotlivych difrak&nich linii hliniku uréené z difraktogrami
vzorkl MATF, MB1F, MB2F, MC1F na obr. 1, vztazené k integrdini intenzité difrakeni
linie (200) prislusného difraktogramu (v levém sloupci) a jejich kumulativni soucty (v
pravém sloupci).
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Obr. 1. Difraktogramy vzorkG MA1F, MB1F, MB2F, MC1F zméfené na Braggoveé-
Brentanové parafokusacnim difraktometru pomoci zdreni CuKa.
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Obr. 2. Difraktogramy vzorkd MA1F, MB1F, MB2F, MC1F ziskané pomoci fotoregistrace
v Braggové-Brentanové semifokusacnim usporaddani (fokusacni Uhel 30°, zareni FeKa).

Obr. 3. Difraktogramy vzorkd MA1F, MB1F, MB2F, MC1F z obr. 1. pfekreslené do
poldrnich soufadnic: 111-SZ, 200-S, 220-SV, 311-V, 222-JV, 400-J, 331-JZ, 420-Z; délka
radiusvektoru vyjadfuje intenzitu prislusne difrakcni linie, normalizovanou na intenzitu
difrakce (200) daného difraktogramu.



